PRAKTICKA MERENI - SEZNAM ULOH - §kolni rok 2024/2025

ULOHY Pocet
sadu tvori 3 ulohy
1. Méfeni parametrt polovodicovych prvki - Zenerova dioda 2% (1. a 2.tyden)
2. Méfteni parametrt elektronickych obvodi - stabilizator 2* (1. a 2.tyden)
3. Programovani AMS - aktivni filtry (Keysight VEE) 4* (3. tyden)
4. Méteni parametrt elektronickych obvodii — operacni zesilovace I 2* (1. a 2.tyden)
5. Méfteni parametrt elektronickych obvodi — impulsni zdroj 2* (1. a 2.tyden)

6. Programovani AMS — pfevodnik efektivni nebo stiedni hodnoty| 4* (3. tyden)
(Keysight VEE)

Praktické prezkouSeni I

sadu tvori 4 ulohy

7. Méteni parametrt elektronickych obvodi — ¢islicové tizeny zdroj 2* (1. a 2.tyden)
8. Méteni parametrd elektronickych obvodi - prevodnik R=» U 2% (1. a 2.tyden)
9. Programovani AMS - ptfevodnik f/U a U/f (Keysight VEE) 4* (3. tyden)

10. Programovani AMS - test hradla TTL (Keysight VEE) 4* (4. tyden)

11. Kamerovy systém pro automatickou inspekci I 1* (1. az 4.tyden)
12. Programovani AMS — frekven¢ni ménic, regulace otacek 1* (1. az 4.tyden)
13. Programovani AMS - model ohmmetru (Keysight VEE) 1* (1. az 4.tyden)
14. Kamerovy systém pro automatickou inspekeci II 1* (1. az 4.tyden)

15. Programovani AMS - méfeni s elektronickou zatézi (Keysight VEE) | 2* (1. a 2.tyden)
16. Programovani AMS - VA charakteristika ZD (Keysight VEE) 2* (1. a 2.tyden)
17. Programovani AMS - digitélni filtr (Keysight VEE) 2* (3. a4.tyden)
18. Programovani AMS — vyuziti ptevodniku I/U — fotodioda (VEE) 2* (3. a4.tyden)

Praktické prezkouSeni I1

sadu tvori 3 ulohy
19. Programovani AMS - zatfazovani odport (Keysight VEE) 4* (1.tyden)
20. Vyuziti pfevodnikt U/I pfi méfeni VA charakteristiky tranzistoru 4* (2.tyden)
21. Programovani AMS — vzorkovag — zéklady CZS (Keysight VEE) 4* (3.tyden)

Opakovani - Prakticka maturitni zkouSka

Absolvovani praktickych prezkouseni je podminkou klasifikace



